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(57)摘要

本实用新型公开了一种芯片抗干扰测试装

置，包括工作台，所述工作台上放置有测试仪和

负压机，所述测试仪的上方固定设置有安装台，

所述安装台的上表面嵌设有多个测试电路板，且

每个测试电路板均与测试仪电性连接，每个所述

测试电路板上均设有芯片本体，所述安装台的两

端对称开设有滑动槽，每个所述滑动槽内均通过

第一弹簧支撑有导杆，两个所述导杆上共同支撑

有固定薄板，所述安装台内对称设置有多根风

管，且每根风管的上端均延伸至安装台的上方。

本实用新型能对多个芯片同时进行抗干扰测试，

在测试时芯片会受到稳定的固定效果，并且能随

时调整固定薄板对芯片所施加的力，抗干扰测试

的效果更好。
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1.一种芯片抗干扰测试装置，包括工作台(1)，其特征在于，所述工作台(1)上放置有测

试仪(2)和负压机(4)，所述测试仪(2)的上方固定设置有安装台(5)，所述安装台(5)的上表

面嵌设有多个测试电路板(14)，且每个测试电路板(14)均与测试仪(2)电性连接，每个所述

测试电路板(14)上均设有芯片本体(6)，所述安装台(5)的两端对称开设有滑动槽(17)，每

个所述滑动槽(17)内均通过第一弹簧(18)支撑有导杆(16)，两个所述导杆(16)上共同支撑

有固定薄板(9)，所述安装台(5)内对称设置有多根风管(8)，且每根风管(8)的上端均延伸

至安装台(5)的上方，每根所述风管(8)远离安装台(5)的一端均与负压机(4)的输入端相连

通。

2.根据权利要求1所述的一种芯片抗干扰测试装置，其特征在于，所述固定薄板(9)的

外周与安装台(5)上表面之间粘接有弹性密封罩(15)，且多个导杆(16)均位于弹性密封罩

(15)内。

3.根据权利要求1所述的一种芯片抗干扰测试装置，其特征在于，所述固定薄板(9)上

开设有多个卡接槽，每个所述卡接槽均包括上矩形槽和下矩形槽，且每个卡接槽的纵向截

面均为凸字形，每个所述卡接槽的位置均与相应芯片本体(6)的位置相对应，每个所述下矩

形槽的规格均与相应芯片本体(6)的规格相匹配。

4.根据权利要求1所述的一种芯片抗干扰测试装置，其特征在于，所述工作台(1)上固

定安装有支撑架(10)，所述支撑架(10)的一侧安装有驱动电机(11)，所述支撑架(10)上转

动安装有丝杠(12)，且驱动电机(11)的输出轴与丝杠(12)的一端固定相连。

5.根据权利要求4所述的一种芯片抗干扰测试装置，其特征在于，所述丝杠(12)上滑动

设置有配合座(13)，所述配合座(13)的下表面对称转接有两个斜臂(20)，两个所述斜臂

(20)相对的侧壁与配合座(13)之间均固定连接有第二弹簧(19)。

6.根据权利要求5所述的一种芯片抗干扰测试装置，其特征在于，两个所述斜臂(20)的

下端均固定连接有挤压块(21)，且挤压块(21)相对的一侧贴合有橡胶垫层，两个所述挤压

块(21)之间放置有脉冲干扰器(7)。
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一种芯片抗干扰测试装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及芯片检测技术领域，尤其涉及一种芯片抗干扰测试装置。

背景技术

[0002] 芯片在批量生产时，必须经过多项测试，以判断芯片是否存在缺陷，对于指纹芯片

而言，为得到良好的图像质量，防止指纹锁失效，必须要进行抗干扰测试，申请号为

CN201920250206.8的专利文件中提出了一种指纹芯片抗干扰测试装置，上述测试装置通过

设置夹持装置与限位机构相互配合，可以将指纹芯片固定在放置槽内，但常见的指纹芯片

面积较小，厚度也很小，很难通过两侧的夹持力来进行固定，若夹持力较大并且具有压力差

时，很容易导致指纹芯片翻转，导致测试中断，为此，我们提出一种芯片抗干扰测试装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中常见的指纹芯片面积较小，厚度也很

小，很难通过两侧的夹持力来进行固定，若夹持力较大并且具有压力差时，很容易导致指纹

芯片翻转，导致测试中断的问题，而提出的一种芯片抗干扰测试装置。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种芯片抗干扰测试装置，包括工作台，所述工作台上放置有测试仪和负压机，所

述测试仪的上方固定设置有安装台，所述安装台的上表面嵌设有多个测试电路板，且每个

测试电路板均与测试仪电性连接，每个所述测试电路板上均设有芯片本体，所述安装台的

两端对称开设有滑动槽，每个所述滑动槽内均通过第一弹簧支撑有导杆，两个所述导杆上

共同支撑有固定薄板，所述安装台内对称设置有多根风管，且每根风管的上端均延伸至安

装台的上方，每根所述风管远离安装台的一端均与负压机的输入端相连通。

[0006] 进一步，所述固定薄板的外周与安装台上表面之间粘接有弹性密封罩，且多个导

杆均位于弹性密封罩内。

[0007] 进一步，所述固定薄板上开设有多个卡接槽，每个所述卡接槽均包括上矩形槽和

下矩形槽，且每个卡接槽的纵向截面均为凸字形，每个所述卡接槽的位置均与相应芯片本

体的位置相对应，每个所述下矩形槽的规格均与相应芯片本体的规格相匹配。

[0008] 进一步，所述工作台上固定安装有支撑架，所述支撑架的一侧安装有驱动电机，所

述支撑架上转动安装有丝杠，且驱动电机的输出轴与丝杠的一端固定相连。

[0009] 进一步，所述丝杠上滑动设置有配合座，所述配合座的下表面对称转接有两个斜

臂，两个所述斜臂相对的侧壁与配合座之间均固定连接有第二弹簧。

[0010] 进一步，两个所述斜臂的下端均固定连接有挤压块，且挤压块相对的一侧贴合有

橡胶垫层，两个所述挤压块之间放置有脉冲干扰器。

[0011] 本实用新型能对多个芯片同时进行抗干扰测试，在测试时芯片会受到稳定的固定

效果，并且能随时调整固定薄板对芯片所施加的力，抗干扰测试的效果更好。
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附图说明

[0012] 图1为本实用新型提出的一种芯片抗干扰测试装置的结构示意图；

[0013] 图2为图1中A处放大图；

[0014] 图3为本实用新型提出的一种芯片抗干扰测试装置中脉冲干扰器部分的示意图。

[0015] 图中：1工作台、2测试仪、3显示屏、4负压机、5安装台、6芯片本体、7脉冲干扰器、8

风管、9固定薄板、10支撑架、11驱动电机、12丝杠、13配合座、14测试电路板、15弹性密封罩、

16导杆、17滑动槽、18第一弹簧、19第二弹簧、20斜臂、21挤压块。

具体实施方式

[0016] 参照图1‑3，一种芯片抗干扰测试装置，包括工作台1，工作台1上放置有测试仪2和

负压机4，测试仪2上设有显示屏3，便于测试人员观看测试数据，测试仪2的上方固定设置有

安装台5，安装台5的上表面嵌设有多个测试电路板14，且每个测试电路板14均与测试仪2电

性连接，每个测试电路板14上均设有芯片本体6，测试电路板14与芯片本体6之间设有导电

胶、铜导体等结构，测试电路板14能接收芯片本体6产生的电信号并在处理后向测试仪2传

递，安装台5的两端对称开设有滑动槽17，每个滑动槽17内均通过第一弹簧18支撑有导杆

16，两个导杆16上共同支撑有固定薄板9，安装台5内对称设置有多根风管8，且每根风管8的

上端均延伸至安装台5的上方，每根风管8远离安装台5的一端均与负压机4的输入端相连

通，负压机4开启后，在风管8的上端处会产生负压。

[0017] 固定薄板9的外周与安装台5上表面之间粘接有弹性密封罩15，且多个导杆16均位

于弹性密封罩15内，设置弹性密封罩15是为了保证固定薄板9与安装台5之间近似处于密封

状态。

[0018] 固定薄板9上开设有多个卡接槽，每个卡接槽均包括上矩形槽和下矩形槽，且每个

卡接槽的纵向截面均为凸字形，每个卡接槽的位置均与相应芯片本体6的位置相对应，每个

下矩形槽的规格均与相应芯片本体6的规格相匹配，参照图1‑2，下矩形槽接触芯片本体6的

外周，能对芯片本体6起到固定作用，上矩形槽则用于模拟手指按压芯片本体6，需要说明地

是，模拟手指以及模拟手指的升降装置均为现有技术，未进行图示。

[0019] 工作台1上固定安装有支撑架10，支撑架10的一侧安装有驱动电机11，支撑架10上

转动安装有丝杠12，且驱动电机11的输出轴与丝杠12的一端固定相连。

[0020] 丝杠12上滑动设置有配合座13，配合座13的下表面对称转接有两个斜臂20，两个

斜臂20相对的侧壁与配合座13之间均固定连接有第二弹簧19，第二弹簧19处于拉伸状态。

[0021] 两个斜臂20的下端均固定连接有挤压块21，且挤压块21相对的一侧贴合有橡胶垫

层，两个挤压块21之间放置有脉冲干扰器7。

[0022] 本装置在使用时，先将芯片本体6放置在对应的测试电路板14上，然后盖上固定薄

板9，使得导杆16插入对应的滑动槽17内，此时下矩形槽恰好与芯片本体6的上边沿相配合，

然后再将弹性密封罩15围设在固定薄板9的外周并将其下端与安装台5粘接在一起；

[0023] 在测试时，将脉冲干扰器7放置在两个挤压块21之间，在第二弹簧19的弹力作用

下，两个斜臂20为脉冲干扰器7提供支撑力，打开驱动电机11，驱动电机11的输出轴带动丝

杠12转动，对配合座13、脉冲干扰器7的位置进行调整；

[0024] 开启负压机4，通过风管8引导固定薄板9与安装台5之间的空气排出，此时固定薄
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板9会因为负压作用而向下运动，从而对芯片本体6起到稳定的固定效果，方便对芯片本体6

进行抗干扰测试。
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图2
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图3
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